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9.  研究実績の概要 

下欄には、当該年度に実施した研究の成果について、その具体的内容、意義、重要性等を、交付申請書に記載した 

「研究の目的」、「研究実施計画」に照らし、600 字～800 字で、できるだけ分かりやすく記述すること。また、国立 

情報学研究所でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化するため、図、ｸﾞﾗﾌ等は記載しないこと。 

平成21年度は、三次元集積化システムオンチップに対する高品質かつ高速テストを実現するための要素技術として「

複数の階層の同時テストに起因する問題」を明確化するために、(a) 各階層における熱の消失量の違い、(b) 三次元

集積化システムオンチップ内の各コアのテストデータ量、テスト時間、消費電力および発熱の関係、に関する解析を

行った。 

 

その結果、三次元集積化システムオンチップでは、電力密度が高く熱の消失が困難であるため、テスト時の温度が従

来の二次元集積化システムオンチップに比べ高温になるという知見が得られた。また、高温になるだけでなく、チッ

プ内の階層やコアといった空間的な配置位置の違い、およびテスト時間の経過による温度差が大きいという知見が得

られた。回路遅延は温度に依存するため、チップ内の温度ばらつきは遅延値のばらつきを意味し、遅延テストの品質

低下を招く。そこで21年度は、三次元集積化システムオンチップに対する高品質遅延テストを実現するために、テス

ト時の 高温度および温度ばらつきの低減を目的とした温度均一化手法を提案した。この成果は、2010年電子情報通

信学会主催のディペンダブルコンピューティング研究会で発表を行った。また、VLSIテストに関する国際会議である

「IEEE VLSI Test Symposium」にて2010年4月に発表予定である。 

 

また、三次元集積化システムオンチップに対するテストデータ量は膨大となり、それによってもテスト時間の増加、

さらには発熱量の増加を招く。そこで、21年度は、少ないテストデータ量で高品質テストを実現するための、テスト

パターン選択法に関する研究も行った。この成果は、VLSIテストに関するワークショップである「Reliability Aware 

System Design and Test」で発表を行った。 
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11.研究発表（平成２１年度の研究成果） 
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発 表 者 名 発  表  標  題 
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グ研究会 
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12. 研究成果による産業財産権の出願・取得状況 
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 〔取 得〕    計（ 0 ）件  
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13. 備考 

 ※ 研究者又は所属研究機関が作成した研究内容又は研究成果に関するｗｅｂページがある場合は、ＵＲＬを記載す 

ること。 

 

 
 
 
 


